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* Wprowadzenie — nowe funkcje systemow automatyki

* System DiaSter

* Modelowanie procesow, wirtualne sensory, symulatory procesow
» Detekcja uszkodzen

* Lokalizacja uszkodzen

* Monitorowanie stopnia degradacji obiektu

* Biezgca diagnostyka a redukcja ryzyka

* Biezgca diagnostyka a utrzymanie ruchu

Plan wystgpienia
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Nowe funkcje systemow automatyki _

 modelowanie procesow 50% 42%
 wirtualne sensory i analizatory 40% 367
e symulatory procesow 30%- 22%
* biezaca diagnostyka procesu, urzagdzen 50%
pomiarowych i wykonawczych 10%
* zarzgdzanie i diagnostyka inteligentnych 0o . .
4 . Human Emor Equipment Process
urzadzen obiektowych Lo
* zaawansowane sterowanie
* optymalizacja
050% O042%
O Czujnik

B 8%

@ Uktad Ster.
O El. kohcowy
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System modelowania, diagnostyki i sterowania - DiaSter

Modelowanie, Detekcja i lokalizacja uszkodzen,

symulatory procesow, wirtualne monitorowanie stopnia degradacji
sensory | analizatory

Zaawansowane |
przetwarzanie zmiennych, Nadrzedne sterowanie,
odkrywanie wiedzy w bazach optymalizacja, strojenie
danych | adaptacja petli regulacyjnych
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Usytuowanie systemu w hierarchii

Zarzgdzanie

przedsiebiorstwem
ERP

Zarzgdzanie produkcjg
MES

Zaawansowane sterowanie, optymalizacja,
diagnostyka
APC, FDI

e
=

s
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* System dostosowany do wspotpracy z roznymi
zdecentralizowanymi systemami automatyki
(DCS), jak réwniez systemami monitorowania
procesow (SCADA)

* Wykorzystanie technologii OPC, OLE DB, itp..

DiaSter w strukturze systemu sterowania
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, Wirtualne sensory,
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MITforRD - modut modelowania

MITforRD Model Builder

Przetwarzanie
danych Identyfikacja Weryfikacja

Akwizycja, wy$wietlanie, Gtéwny modut programu. Symulacja modeli dla
analiza i przetwarzanie Pozwala na zdefiniowanie archiwalnych danych
wstepne danych struktury modelu i estymacje
wspotfczynnikow.
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Wirtualne sensory i analizatory

* Przyktad walidacji torow pomiarowych —
wykorzystanie redundancji analitycznej

Model czgstkowy
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Symulator sieci gazowej
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Przyczyny i skutki stanéw awaryjnych

________________________________

ztozono$é '« straty ekonomiczne |

systemu - skazenie

srodowiska |

- zagrozenie zycia |

koncentracja . ludzkiego
sprzetu

nagromadzenie
alarmow

A 4

przecigzenie informacyjne
operatorow

A 4

btedy obstugi
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Alarmy w systemach automatyki

Ropaigaz Petrochemia Inne
Srednia dzienna
liczba alarméw 1200 1500 900
Srednia liczba
alarmow
konczacych sie 50 100 35
przestojami
aksymalna liczba
larméw na 10 min 220 180 180
Srednia liczba
larmoéw na 10 min 6 9 5
zktad procentowy 25/40 25/40
(mato / érednio / / 25/40/35 /
duzo) /35 /35
Zrédto: Control Engineering wg. Matrikon i EEMUA
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Detekcja uszkodzen

* Metody analizy sygnatow  Metody bazujgce na modelach
u y u y
— ’|Proces 1 > — " Proces ' >
Ekstrakcja v v
symptomow R model | Cv)
r
Detekcja ' l
uszkodzen _
Wykrywanie Wy;fr)]’i\/;/ﬁnle
“men Detekcja
l uszkodzen s
S

Zalety: wczesne wykrywanie
uszkodzen o matych rozmiarach
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Detekcja uszkodzen na podstawie modeli

_______________________________________________
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Lokalizacja uszkodzen

R (o o T (" o _
} Wartosci residuéw 1 | Symptomy uszkodzen : i Diagnoza: wspétczynniki pewnosci |
. e ’ : poszczegdlnych uszkodzenh !
/ s < = ]
/
- [ A : aults
1 r |—> . L . - (F1 F2) Lack of water or fault of the pump.
'_ = . . 1 f 1 ’7 (F3 F4) Fault of the cortral path C% or servo-motor.
. Rozmyte Wn|OSkowan|e I— _J o - (F5 FB) Fault of the position sensar X ar contral-vale.
— - diagnostyczne "1 e
: t :—> F& Fault of the level sengor L1,
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N
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* Biezgca diagnostyka z wykorzystaniem logiki rozmytej umozliwia uwzglednienie
réznego rodzaju niepewnosci.

* Rozpoznawanie rdznego rodzaju uszkodzen.

* Podczas konfiguracji wymagane sg jedynie dane archiwalne z normalnej pracy
instalacji oraz wiedza ekspercka.
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Prezentacja diagnoz - PKN ORLEN
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degradac;ji
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Monitorowanie stopnia degradac;ji obiekt

» Proces >
e —
> Model O?en? S—>
residuow

Detekcja uszkodzen

h r[%] — Przekroczenie rozmiaru uszkodzenia
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Prognozowanie czasu do zatrzymania mstal
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* Analiza przyrostow temperatur
e Szacowanie wspotczynnika oporu wymiany ciepta
e Analiza residuow wartosci modelowanych
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Prezentacja stopnia degradacji

Run Pages Observers RPC Options View Help
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edukcja ryzyka
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Zadziatanie blokady I

Woczesne rozpoznawanie uszkodzen

Granica bezpieczenstwa

Granica alarmowa

Pv

v
—t+

Uszkodzenie l
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SIS a system diagnostyczny + operatorzy

Basic Process Control System (BPCS)

Detekcja Lokalizacja | Doradztwo
uszkodzen uszkodzen w stanach awaryjnych
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Diagnostyka a redukcja ryzyka

Pokrycie diagnostyczne DC: wzgledne zmniejszenie prawdopodobienstwa
niebezpiecznych uszkodzen sprzetu, wynikajgce z dziatania automatycznych testow
diagnostycznych

= App - prawdopodobienstwo wykrycia uszkodzenia niebezpiecznego,

= Ay - prawdopodobienstwo wystgpienia uszkodzen niebezpiecznych niewykrywalnych:

Uszkodzenia
niebezpieczne

wykrywalne

DC — ZADD
Z/lDD + Apy

Uszkodzenia
niebezpieczne

Politechnika Warszawska - D) J.M. Koscielny, M. Syfert ,DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki ..."
Instytut Automatyki i Robotyki 4/ 1 |



ie ruchu
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Remonty okresowe

Okresowe przeglady oraz prace remontowe:

* Przerwanie eksploatacji (np. zatrzymanie przebiegu procesu)
w celu przeprowadzenia przegladu i niezbednych prac remontowych
wigze sie z duzymi stratami produkcyjnymi oraz znacznymi kosztami prac
remontowych.

e Wydtuzanie okresu miedzy remontami moze doprowadzi¢ do awarii
maszyn i urzgdzen, a w przypadku niebezpiecznych instalacji
technologicznych wrecz do katastrofy.
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Remonty na podstawie biezgcej oceny stan

Konieczny warunek - realizacja monitorowania stopnia degradacji aparatow
technologicznych oraz prognozowanie czasu do osiggniecia stanu
krytycznego

Zastgpienie okresowych przegladow i remontow przez strategie
przeprowadzania remontow na podstawie biezgcej oceny stanu
technicznego obiektu.
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Efekty realizacji biezacej diagnostyki

e Zwiekszenie bezpieczenstwa procesu

* Zmniejszenie zagrozen dla srodowiska
naturalnego

* Ograniczenie strat w stanach awaryjnych

e Ograniczenie kosztow obstugi remontowej

* Eliminacja przecigzenia informacyjnego
operatorow alarmami

» Zwiekszenie pewnosci informacji
w systemie dzieki diagnostyce torow
pomiarowych
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